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Beschreibung 

Vorrichtung zum automatisierten Testen, Kalibrieren und Cha- 
rakterisieren von Testadaptern 

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum auto- 
matisierten Testen, Kalibrieren und Charakterisieren von 
Testadaptern fur Halblei tereinrichtungen . Bei den Halblei- 
tereinrichtungen handelt es sich in bevorzugter Weise urn in- 
tegrierte Halbleiterschaltungen. 

Bei diesem Testen, Kalibrieren und Charakterisieren werden 
insbesondere die Hochf requenzeigenschaf ten der Testadapter 
untersucht. Es ist aber auch eine Untersuchung von Gleich- 
stromeigenschaf ten moglich. 

Bei einem Testadapter kann es sich beispielsweise um eine so- 
genannte Prufkarte handeln, mit der Halbleiterchips auf Wa- 
ferebene getestet werden. Ein anderes Beispiel eines 
Testadapters ist ein Socketboard, in das einzelne Bausteine 
zum Testen eingebracht werden. 

In Testsystemen zum Testen von beispielsweise Halbleiterchips 
auf Waferebene werden bekanntlich als Testadapter u. a. Pruf- 
karten eingesetzt. Diese Prufkarten stellen die elektrische 
Verbindung zwischen Kontaktstellen der zu testenden Halblei- 
terchips in einem Wafer und wenigstens einem Testkanal des 
Testsystems her. Fig. 9 zeigt als Beispiel in Draufsicht eine 
mogliche Anordnung von Kontaktf lachen 2 in einem Randbereich 3 
einer Grundplatine einer Prufkarte 1. Selbstverstandlich sind 
aber auch andere Gestaltungen einer Prufkarte als Beispiel 
eines Testadapters moglich. Die Kontaktf lachen 2 stellen einen 
Kontakt zu den Testkanalen in dem Testsystem her und liegen in 
dem Randbereich 3 vorzugsweise auf mehreren Kreisen mit 
unterschiedlichen Radien. Auf der Unterseite der Prufkarte 1 
ist eine Vielzahl von Kontaktnadeln vorgesehen, die so 
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angebracht sind, daS sie die Kontaktstellen der zu testenden 
Chips auf Waferebene sicher kontaktieren . Diese Kontaktnadeln 
liegen bevorzugt im Innenbereich der Prufkarte. Dabei ist 
jeder Kontaktf lache 2 mindestens eine Kontaktnadel zugeordnet. 
Das heiSt, die Kontaktnadeln stehen in genau definierter 
elektrischer Beziehung zu den zugehorigen Kontaktf lachen 2. 

Bei den eingangs erwahnten Socketboards liegt statt obiger 
kreisf ormiger Gestaltung der Kontaktf lachen 2 deren quadrati- 
sche Anordnung vor . 

Allgemein sind Testadapter, wie beispielsweise Prufkarten, an 
die verschiedenen, zu testenden Halbleitereinrichtungen bzw. 
deren Kontaktstellen angepaSt . Fur verschiedene Typen von 
Halbleitereinrichtungen werden so die entsprechenden, ver- 
schiedenen Testadapter benotigt. Die Testadapter eroffnen also 
die Moglichkeit, das gleiche Testsystem auch fur verschiedene 
Typen von Halbleitereinrichtungen einsetzen zu konnen. 

Die Erfinder haben nun erkannt, daS die elektrischen Eigen- 
schaften der zum Testen von Halbleitereinrichtungen verwende- 
ten Testadapter einen betrachtlichen EinfluS auf die Tester- 
gebnisse und somit auch auf die Ausbeute von Tests haben. Mit 
anderen Worten, die elektrische Kalibrierung und/oder Charak- 
terisierung von Testadaptern ist ein nicht zu unterschatzender 
und wichtiger Bestandteil bei der Analyse eines gesamten 
Testsystems . 

Bisher sind Testadapter hinsichtlich ihres Einflusses auf ver- 
schiedene elektrische Parameter, wie beispielsweise Lei- 
tungsimpedanz , Signallauf zeiten, Signalanstiegszeiten oder 
Ubersprechen ihrer verschiedenen Kanale bei unterschiedlichen 
Testsystemen kaum untersucht worden, was auf die hohe Anzahl 
der Kanale, die bei Prufkarten derzeit bei 1.600 liegt und in 
naher Zukunft 3.200 betragen soli, zuruckzuf iihren ist. Mit 
anderen Worten, bisher wurde der EinfluS von Testadaptern auf 
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Signalperf ormance und Signalintegritat in Testsystemen kaum 
beachtet . 

Derzeit gibt es auf dem Markt lediglich ein einziges, bisher 
noch nicht naher beschriebenes Gerat, mit welchem eine halb- 
automatische Vermessung der Leitungsimpedanz und der Signal- 
laufzeiten bei Prufkarten moglich ist. Dabei erfolgt ein 
elektrischer Kontakt zu der zu untersuchenden Priifkarte liber 
ein Interface-Board, das auch im normalen Betrieb der Priif- 
karte die Verbindung zwischen einem Testkopf eines Testsystems 
und der Priifkarte iibernimmt . Daher ist dieses Gerat nur bei 
mit diesem Interface-Board versehenen Testsystemen und nicht 
allgemein auch bei Prufkarten fur Testsysteme mit einem anders 
gearteten Interface-Board einsetzbar. Dariiber hinaus kann mit 
dem bekannten Gerat auch nur eine relativ kleine Untermenge 
der Kanale automatisch vermessen werden. Sollen die Kanale 
einer anderen Untermenge ausgewertet werden, so muJS manuell 
auf Kontaktstecker dieser Untermenge umgeschaltet werden. Die 
Vermessung von Ubersprechef f ekten zwischen den Kanalen ver- 
schiedener Untermengen ist daher mit dem bekannten Gerat 
ebenfalls nicht moglich. Eine solche Vermessung ist somit 
bisher lediglich manuell durchfiihrbar und infolge der groSen 
Menge von Kanalen mit einem aufierst hohen Zeitaufwand verbun- 
den . 

Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine Vor- 
richtung zum automatisierten Testen von verschiedenen 
Testadaptern fur Halbleitereinrichtungen anzugeben, die es 
erlaubt, beliebige Kanale des Testadapters automatisch zu 
vermessen. 

Diese Aufgabe wird bei einer Vorrichtung der eingangs genann- 
ten Art erf indungsgemafi durch eine Halterung fur den 
Testadapter und wenigstens einen in bezug auf die Halterung 
verstellbaren Tastkopf mit wenigstens zwei Kontaktpins gelost. 
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Die Halterung kann dabei Testadapter mit unterschiedlichem 
Durchmesser aufnehmen. 

Die erf indungsgemaSe Vorrichtung weist also insbesondere die 
drehbare Halterung zur Aufnahme von Testadaptern mit unter- 
schiedlichem Durchmesser auf . Mit Hilfe dieser Halterung kann 
der Testadapter in der Vorrichtung definiert gedreht werden. 
Als Antrieb fur diese Drehung der Halterung kann ein Schritt- 
motor oder dergleichen eingesetzt werden. 

AuSerdem hat die erf indungsgemaSe Vorrichtung einen oder meh- 
rere Roboterarme, die sich in einer horizontalen, parallel zur 
Ebene des Testadapters verlaufenden Richtung und zusatzlich in 
der hierzu vertikalen Richtung bewegen lassen. Dabei ist an 
jedem Roboterarm ein Tastkopf angebracht . 

Mit Hilfe dieser Roboterarme und der Drehung der Halterung 
lassen sich die Tastkopfe bzw. deren Kontaktpins auf den Kon- 
taktflachen des Testadapters positionieren . 

Durch entsprechende Steuerung der Position der Roboterarme 
kann die Vorrichtung ohne weiteres an unterschiedlichste 
Testadapter angepaSt werden. 

Vorzugsweise kann der Abstand zwischen den wenigstens zwei 
Kontaktpins eines Tastkopfes an den bei verschiedenen zu ka- 
librierenden bzw. charakterisierenden Testadaptern unter- 
schiedlichen Abstand der Kontaktf lachen fur Signale und dazu- 
gehorige Abschirmungen eingestellt werden. 

Die Steuerung der Drehung der Halterung und die Steuerung der 
Stellung der Roboterarme sowie der Tastkopfe kann von einem 
zentralen Rechner aus erfolgen. Damit ist eine vollautomati- 
sierte Kontaktierung aller Kanale und eine entsprechende 
vollautomatisierte Untersuchung des Testadapters auf die ver- 
schiedenen elektrischen Parameter moglich. 
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Die erfindungsgemaSe Vorrichtung ist so an unterschiedliche 
Testadapter und MeSaufgaben ohne weiteres anpaEbar. Da sie zu- 
dem in vollautomatisierter Weise arbeitet, kann sie jede ge- 
wunschte elektrische Kalibrierung und Charakterisierung von 
Testadaptern der unterschiedlichsten Art vornehmen. 

Nachfolgend wird die Erfindung anhand der Zeichnungen naher 
erlautert. Es zeigen: 

Fig. 1 eine Draufsicht auf ein erstes Ausf uhrungsbeispiel 
der erfindungsgemafien Vorrichtung mit einem Robo- 
terarm mit mindestens einem Tastkopf , 

Fig. 2 eine schematische Seitensicht der Vorrichtung von 
Fig. 1, 

Fig. 3 eine Draufsicht auf ein zweites Ausf uhrungsbeispiel 
der erf indungsgemaSen Vorrichtung mit zwei Roboter- 
armen mit jeweils mindestens einem Tastkopf, 

Fig. 4 eine schematische Seitensicht der Vorrichtung von 
Fig. 3, 

Fig. 5 eine schematische Darstellung zur Erlauterung der 
Gestaltung von Kontaktpins zur Kontaktierung von 
Kontakt f lachen , 

Fig. 6 eine schematische Darstellung zur Erlauterung der 
Gestaltung von Kontaktpins zur Kontaktierung von 
Kontaktnadeln , 


Fig. 7 


eine Draufsicht auf ein drittes Ausf uhrungsbeispiel 
der erfindungsgemafien Vorrichtung, 
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Fig. 8 eine schematische Seit enansicht der Vorrichtung von 
Fig. 7 und 

Fig. 9 eine Draufsicht auf Kontaktf lachen im Randbereich 
5 einer iiblichen Priifkarte. 

Die Fig. 9 ist bereits eingangs erlautert worden. 

In den Figuren werden fur einander entsprechende Bauteile je- 
10 weils die gleichen Bezugszeichen verwendet. 

'4 . 

— ' Wie aus den Figuren 1 und 2 zu ersehen ist, liegt eine Priif- 
karte 1 als Beispiel eines Testadapters mit Kontaktf lachen 2 
auf ihrer Oberseite und Kontaktnadeln 5 auf ihrer Unterseite 
15 auf einer entsprechend einem Doppelpfeil 6 drehbaren Halterung 
4 der Vorrichtung. Die Vorrichtung hat auSerdem einen 
Roboterarm 7, der entsprechend einem Doppelpfeil 8 in seiner 
Hohe bzw. in seinem Abstand zur Priifkarte 1 verstellt werden 
kann. Auf diesem Roboterarm 7 ist ein Tastkopf 9 in zwei 

2 0 Richtungen entsprechend dem Doppelpfeil 10 verfahrbar. Dieser 

Tastkopf 9 hat zwei Kontaktpins 11, die die Kontaktf lachen 2 
der Priifkarte 1 zu kontaktieren vermogen. Der Abstand zwischen 
diesen Kontaktpins 11 kann verstellt werden, so daS die 
Vorrichtung an verschiedene Typen von Priifkarten mit unter- 
25 schiedlichen Abstanden zwischen den Kontaktf lachen 2 angepafet 
werden kann. Gegebenenf alls kann auf dem Roboterarm 7 noch ein 
weiterer Tastkopf vorgesehen werden. 

Der Tastkopf 9 kann gegebenenf alls auch mehr als zwei Kon- 

3 0 taktpins 11 aufweisen. So kann er beispielsweise mit vier 

Kontaktpins 11 versehen werden. Es ist sogar moglich, den 
Kontaktkopf 11 mit soviel Kontaktpins 11 auszustatten, daS er 
alle in Radialrichtung hintereinanderliegenden Kontaktf lachen 
2 gleichzeitig beriihren kann. Im Beispiel von Fig. 1 waren 
3 5 dies sechs Kontaktpins 11. 
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Die Halterung 4 kann iiber einen Schrittmotor 12 angetrieben 
werden. Dieser Schrittmotor 12 wird von einer zentralen Steu- 
ereinheit 13 gesteuert, die auch die Bewegung des Roboterarmes 
7 und die Stellung des Tastkopfes 9 sowie den Abstand zwischen 
den Kontaktpins 11 zu steuern bzw. einzustellen vermag. 

Die Halterung 4 hat einen in seitlicher Richtung verstellbaren 
Rand 14, so daS sie zur Aufnahme von Priifkarten mit un- 
terschiedlichem Durchmesser oder auch anderen Testadaptern 
geeignet ist. 

Die in den Figuren 1 und 2 gezeigte Vorrichtung ist insbeson- 
dere zur Messung von Signallauf zeiten und von Leitungsimpe- 
danzen geeignet: hier wird namlich nur der eine Roboterarm 7 
benotigt. Die fur diese Messungen verwendeten Mefigerate, wie 
insbesondere Netzwerk-Analysegerate, Oszilloskope mit TDR- 
Funktion (TDR = Time Domain Reflexion) und dergleichen, haben 
in der Regel zwei Kanale mit jeweils Signal und Schirmung. Der 
Tastkopf 9 mit den beiden Kontaktpins 11, der an dem Robo- 
terarm 7 angebracht ist, erlaubt ein automatisches Durchmessen 
aller Kanale der Prufkarte 1, indem der eine Kontaktpin 11 fur 
ein Testsignal mit einer Kontaktf lache 2 in Beruhrung gebracht 
wird, wahrend der andere als Erdung dienende Kontaktpin 11 
beispielsweise an einer benachbarten Kontaktf lache 11 anliegt. 
Aus der Laufzeit des am Kanalende ref lektierten Testsignals 
und der Hohe des Rucklauf signals kann auf gewunschte 
elektrische Parameter, wie z. B. elektrische Verluste, 
geschlossen werden. 

Die Figuren 3 und 4 zeigen ein weiteres Ausf iihrungsbeispiel 
der vorliegenden Erfindung, bei dem ein zweiter Roboterarm 7" 
mit einem zwei ten Tastkopf 9' und zwei weiteren Kontaktpins 11' 
vorgesehen ist. Dieser zweite Roboterarm 7* ist wie der 
Roboterarm 7 in seiner Hohe verstellbar (vgl . Doppelpfeil 8') 
und ebenfalls von der zentralen Steuereinheit 13 angesteuert. 
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AuEerdem ist der zweite Roboterarm 7* in seiner Stellung be- 
zuglich der Halterung 4 drehbar, wie dies durch einen Doppel- 
pfeil 6" angedeutet ist. 

Bei dem Ausf uhrungsbeispiel der Figuren 3 und 4 steuert also 
die Steuereinrichtung 13 den Schrittmotor 12, die Roboterarme 
7 und 7* in ihrer Auf- und Abwartsbewegung (vgl. Doppelpfeile 8 
und 8'), die Drehstellung des Roboterarmes 7' (vgl . Doppelpfeil 
6' in Fig. 3) und die Radialstellung der Tastkopf e 9 und 9" 
(vgl. Doppelpfeile 10 und 10'). 

Das Ausf uhrungsbeispiel der Figuren 3 und 4 ist insbesondere 
zur Messung von Ubersprechef fekten zwischen verschiedenen Ka- 
nalen der Prufkarte 1 geeignet. Bei dieser Messung soli nam- 
lich der EinfluS der Signale zweier verschiedener Kanale auf- 
einander untersucht werden, wobei jeder Kanal zusainmen mit 
jedem anderen Kanal betrachtet werden soil, was bei der groSen 
Anzahl von Kanalen zu weit uber einer Million Messungen f uhrt . 
Der nicht drehbare Roboterarm 7 mit dem Tastkopf 9 wird in 
einem solchen Fall mit mindestens einem zu untersuchenden 
Kanal iiber die Kontaktpins 11 verbunden. Der drehbare 
Roboterarm 7" mit dem Tastkopf 9* wird dann uber die Kontakt- 
pins 11' mit alien iibrigen Kanalen in Verbindung gebracht, so 
daS mit einem Durchlauf der EinfluS von alien Kanalen auf die 
oben genannten Kanale am Roboterarm 7 untersucht werden kann. 
AnschlieSend wird sodann der Tastkopf 9 uber seine Kontaktpins 
11 mit den nachsten Kanalen verbunden, und der Tastkopf 9' mit 
den Kontaktpins 10* wird in Beruhrung mit alien iibrigen anderen 
Kanalen gebracht. Auf diese Weise lassen sich sukzessive 
Ubersprechef fekte zwischen jedem einzelnen Kanal und alien 
anderen Kanalen vermessen. 

Im Ausfuhrungsbeispiel der Figuren 3 und 4 ist die Prufkarte 1 
unabhangig von der Drehstellung des Roboterarmes 7' drehbar. Es 
ist gegebenenf alls auch moglich, die Drehbewegung des 
Tastkopf es 7* mit der Drehbewegung der Halterung 4 zu koppeln. 
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Die Halterung 4 ist in bevorzugter Weise so gestaltet, dag sie 
zur Aufnahme von unterschiedlichen Testadaptern bzw. 
Prufkarten geeignet ist. Hierzu kann die Halterung 4 bei- 
spielsweise verstellbare AuSenrander 14 haben, so da& 
Testadapter bzw. Prufkarten von unterschiedlichem Durchmesser 
in die Halterung 4 eingelegt werden konnen. 

Die Figuren 5 und 6 zeigen Beispiele fur mogliche Gestaltungen 
der Kontaktpins 11: diese konnen, wie in der Fig. 5 dar- 
gestellt ist, spitze Enden haben und gefedert gestaltet sein, 
so daS sie mit diesen Enden auf die Kontaktf lachen 2 auftref- 
fen. Es ist aber auch moglich, Kontaktpins 11a, lib mit fla- 
chigen Enden zu versehen (vgl. Fig. 6), so daS diese flachigen 
Enden mit den Kontaktnadeln 5 der dann "umgekehrt" in die 
Halterung 4 eingelegten Prufkarte 1 in Beriihrung gebracht 
werden konnen. Die Kontaktpins 11a, lib konnen zur Abfederung 
einen bogenf ormigen Verlauf (vgl. Bezugszeichen 11 und 11a in 
Figuren 5 und 6) oder mit einer gesonderten "Feder" (vgl. Be- 
zugszeichen lib in Fig. 6) versehen sein. 

Die Fig. 7 und 8 zeigen ein Ausf uhrungsbei spiel , bei dem Si- 
gnale von einem Testsystem mit einem Interface-Board 17 uber 
Kontaktstif te 16 den Kontaktf lachen 2 der nun „umgekehrt" 
eingelegten Prufkarte 1 zugefuhrt und zu den Kontaktnadeln 5 
getrieben sind. An diesen Kontaktnadeln 5 werden mittels der 
in Fig. 6 dargestellten Federn die sonst am Chip liegenden 
Signale zur Analyse abgegriffen. Bei dem vorliegenden Ausfuh- 
rungsbeispiel sind die radialen Polarkoordinaten-Roboterarme 7 
durch ein kartesisches (xyz ) -Robotersystem mit Verstellmog- 
lichkeiten entsprechend den Pfeilen 10, 15 und 18 ersetzt. 
Eine solche Gestaltung kommt einer quadratischen Anordnung der 
Kontaktnadeln 5 entgegen. Auf diese Weise kann das Ge- 
samtsystem in sich analysiert werden. 
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Patentanspriiche 

1. Vorrichtung zum automatisierten Testen, Kalibrieren und 
Charakterisieren von Testadaptern (1) fur Halbleitereinrich- 
tungen, 

gekennzeichnet durch 

eine Halterung (4) fur den Testadapter (1) und wenigstens 
einen in bezug auf die Halterung (4) durch die Verstellein- 
richtung (7) verstellbaren Tastkopf (9; 9') mit wenigstens zwe 
Kontaktpins (11; 11'). 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, 

date mindestens zwei Tastkopf e (9; 9') vorgesehen sind. 

3 . Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2 , 
dadurch gekennzeichnet, 

daE der Tastkopf (9; 9') in der Hohe senkrecht zur Oberflache 
der Halterung (4) bewegbar ist (vgl. Doppelpfeile 8; 8') . 

4 . Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 3 , 
dadurch gekennzeichnet , 

daS der Abstand zwischen den beiden Kontaktpins (11; 11') 
einstellbar ist. 

5. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, 

daS der Tastkopf (9; 9") an einem Roboterarm (7; 7') als Ver- 
stelleinrichtung angebracht ist. 

6. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, 

daS die Stellung des Tastkopf es (9; 9') und die Drehung der 
Halterung (4) durch eine Steuereinrichtung (13) steuerbar 
sind . 
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7. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet, 

daS die Halterung (4) zur Aufnahme von Testadaptern (1) mit 
unterschiedlichen Durchmessern ausgestaltet ist. 

8. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, 

daS die Halterung (4) durch einen Schrittmotor (12) antreibbar 
ist . 

9 . Vorrichtung nach Anspruch 6 , 
dadurch gekennzeichnet, 

daS der Abstand zwischen den Kontaktpins (11; 11') durch die 
Steuereinrichtung (13) steuerbar ist. 

10. Vorrichtung nach den Anspriichen 6 und 8, 
dadurch gekennzeichnet, 

dafi der Schrittmotor (12) durch die Steuereinrichtung (13) 
steuerbar ist. 

11. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 10, 
dadurch gekennzeichnet, 

daS als Testadapter eine Priifkarte (1) vorgesehen ist. 

12. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 11, 
dadurch gekennzeichnet, 

da£ die Anzahl der Kontaktpins (11; 11') eines Tastkopfes (9; 
9') der Anzahl von Kontaktf lachen (2) entspricht, die auf einem 
Testadapter (1) in Radialrichtung hintereinanderliegen . 

13. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 12, 
dadurch gekennzeichnet, 

daS die Kontaktpins (11; 11') mit spitzen Enden versehen sind 
(vgl . Fig. 5) . 


14. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 12, 
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dadurch gekennzeichnet, 

daS die Kontaktpins (11a, lib) mit flachigen Enden versehen 
sind, so daS sie Kontaktnadeln (5) eines Testadapters (1) zu 
kontaktieren vermogen. 

5 

15. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 14, 
dadurch gekennzeichnet, 

daS die Kontaktpins (11; 11"; 11a, lib) federnd gestaltet sind. 

10 16. Vorrichtung nach Anspruch 15, 
| dadurch gekennzeichnet, 

daS die federnde Gestaltung der Kontaktpins (11; 11a) durch 

deren Verlauf bestimmt ist. 

15 17. Vorrichtung nach Anspruch 15, 
d a d u r c h gekennzeichnet, 

daS die Kontaktpins (lib) eine gesonderte Feder aufweisen. 

18. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 17, 
20 dadurch gekennzeichnet, 

dag die Halterung (4) definiert zu der Verstelleinrichtung (7) 
drehbar (6, 6') oder verschiebbar (15) ist. 



19. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 18, 


25 dadurch gekennzeichnet, 

daS der Tastkopf (9; 9') in einem Polar- oder kartesischen 
Koordina t ensys tern verstellbar ist. 

20. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 19, 
30gekennzeichnetdurch 

ein Interface-Board (17) und Kontaktstif te (16) zur Kontak- \ 
tierung von Kontaktf lachen (2) des Testadapters (1) . ' 
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Zusammenf as sung 

Vorrichtung zum automatisierten Testen von Prufkarten 

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum automatisierten 
Testen, Kalibrieren und Charakterisieren von Testadaptern (1) 
fur Halbleitereinrichtungen, bei der eine definiert drehbare 
Halterung (4) fur die Testadapter (1) und wenigstens ein ra- 
dial in bezug auf die Halterung (4) verstellbarer Tastkopf (7) 
mit mindestens zwei Kontaktpins (11) vorgesehen ist. 


(Fig. 2) 


ogres 
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Bezugszeichenliste 


1 Priifkarte 

2 Kontaktflache 

3 Randbereich der Priifkarte 

4 Halterung 

5 Kontaktnadeln 

6 Doppelpfeil fur Drehung der Halterung 

6' Doppelpfeil fur Drehstellung von zweitem Ro- 
bot er arm 

7 Roboterarm 

7 ' zweiter Roboterarm 

8 Doppelpfeil fur Vertikalstellung von Roboter- 
arm 7 

8' Doppelpfeil fur Vertikalstellung von Roboter- 
arm 7 ' 

9 Tastkopf 

9 ' weiterer Tastkopf 

10 Doppelpfeil fur Radialstellung von Tastkopf 9 
10 ' Doppelpfeil fur Radialstellung von Tastkopf 9 ■ 
11, 11a, lib Kontaktpins von Tastkopf 9 

11 ' Kontaktpins von Tastkopf 9 ' 

12 Schrittmotor 

13 Steuereinrichtung 

14 verstellbarer Rand von Halterung 4 

15 Pfeil fur Horizontalverstellung von Roboterarm 

16 Kontaktstifte 

17 Interface-Board 

18 Pfeil fur Vertikalverstellung von Tastkopf 
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Fig. 1 
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Fig. 3 
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Fig. 7 




Figur fur die Zusammenf assung 



